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Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a 1’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@®  Bulletin de 1a CEI

Publié trimestriellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@ 1EC Bulletin

Published quarterly /TN

@®  Rapport|d’activité de la CEI
Publié apnuellement

@®  Catalogye des publications de 1a CEI

Publié al_nuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication
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Graphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbol§ approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other 1E C publications prepared by 1he same
Technical-Committee

L’attention du Jecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumeére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEBITMETRES ET MONITEURS DE DEBIT D’EXPOSITION

PORTATIFS DE RAYONNEMENT X OU GAMMA DE FAIBLE ENERGIE

UTILISES EN RADIOPROTECTION

PREAMBULE

ol so1ft représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions,
un acdord international sur les sujets examinés.

o

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agféées oq

3) Dans Ip but d’encourager I'unification internationale, la CEI expyime le voeu\que tels les ¢

dans l¢urs régles nationales le texte de la recommendation de la [CEI{daps la
permeftent. Toute divergence entre la recommandation de l4
mesurg du possible, étre indiquée en termes cla of

ités d’Etudes
nesure possible

és [nationaux.

adoptent

iopales le
, flans la

Hio-protection,

1, fut soumis

Japon
, Pays-Bas
Austrahe Pologne
Belgique Royaume-Um
Danemark Suéde
Etats-Unis d’Amérique Suisse
Finlande Tchécoslovaquie
France Turquie
Israél ‘ Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Italie - Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW ENERGY X OR GAMMA RADIATION PORTABLE EXPOSURE

RATE METERS AND MONITORS FOR USE IN RADIOLOGICAL PROTECTION

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of fhe 1EC on technical matters, prepared by Techpica hjch all the
Nationjlll Committees having a special interest therein are represented, express, ag/hea ly \as passib tional
consengus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they a iftees in that
sense. )

3) In ordef to promote international unification, the IEC expresses 2 1'Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in sp far (as hational condi jong’will permit. Any divergence
betweeh the IEC recommendations and the corresponding 2 es/should; asfar as possible, be clearly|indicated
in the latter. 6
This recommendation ha mittds 45B, Health Physics Instrumentatign, of IEC

Technical Committee Nop45, )
Many |parts are cQm: 3 ‘ Portable X or Gamma Radiation Exposure Rate Meters

and Monltors for in Ra i ti gm which this recommendation is derived.

A firsf orking Group, was discussed at the meeting held in Jlondon in
1972. As aldraft, document 45B(Central Office)11, was submitted tp the
National gder the Six Months” Rule in February 1973.

The £ tries veted explicitly in favour of publication :

' Netherlands
Poland
South Africa (Republic of)
Denmark Sweden
Finland Switzerland
France . Turkey
Germany Union of Soviet Socialist Republics
Israel United Kingdom
Italy . United States of America

Japan Yugoslavia
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1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

DEBITMETRES ET MONITEURS DE DEBIT D’EXPOSITION

PORTATIFS. DE RAYONNEMENT X OU GAMMA DE FAIBLE ENERGIE

UTILISES EN RADIOPROTECTION

Domaine d’application et objet

La présente recommandation s'applique aux ensembles de mesure portatifs destinés a mesurer pour
les besoins de la radioprotection le débit d’exposition di a des rayonnement}z(Ql gamma d’énergies
inférienres 4 60 ke os_ensembles comborten

— un sous-ensemble de détection (par exemple chambre d’ionisation,
a scintillation, etc.),

— un sous-ensemble de mesure,

qui peuvent étre connectés soit rigidement, soit au moyen, d*un c3 és dans un

ensemble unique.

La recommandation est applicable uniquement lorsqu’il n’y a ¢ p point de

La recommandalion est eni\a e-auX ensembles portatifs de mesure de débit|d’exposition
pplicatig gxemple, mesure de débits d’exposition trés élevés). Cepen-

congus popt des\a
@ euvent nécessiter des modifications ou des complgments sui-

Les prescriptions données ci-dessous s’appliquent aux ensembles définis au paragraphe 1.1 et qui sont
construits de fagon courante. Il est possible cependant d’utiliser des ensembles.qui ne satisfassent pas
aux prescriptions établies ci-dessous lorsque ces prescriptions ne sont pas considérées comme essentielles
au but poursuivi. Dans ce cas, les prescriptions & appliquer a de tels ensembles devront étre fixées aprés
accord entre le constructeur et 'utilisateur, mais la détermination des caractéristiques des ensembles
devra étre faite conformément aux méthodes données dans la présente recommandation.

La recommandation n’est pas applicable aux caractéristiques de fonctionnement des éléments fonction-
nels ou sous-ensembles indicateurs de l'information (par exemple, appareils indicateurs, enregistreurs,
appareils d’avertissement ou de signalisation).

Les caractéristiques de ces appareils devront satisfaire aux prescriptions générales qui les concernent.
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1.1

1.2

13

14

1.5

1.6

LOW ENERGY X OR GAMMA RADIATION PORTABLE EXPOSURE

RATE METERS AND MONITORS FOR USE IN RADIOLOGICAL PROTECTION

Scope and object

This recommendation applies to portable assemblies intended to measure exposure rate due to
X or gamma radiation of energy equal to or less than 60 keV for the purposes o/f&diaﬁon pro-

tec ffor, amd-witchcomprise-at-teast:

— h detector sub-assembly, (e.g., ionization chamber, G.M. counter tube,

br, etc.),

— h measuring sub-assembly,

which may be connected together either rigidly or by means of 3 hted into

a single assembly.

The recommendation applies only to those situations in which the a radiation prdsent at
thg point of measurement.

Th¢ recommendation is applicable in i he. following assemblies defined in Clauge 2 :
- [portable exposure rate meters;

— [portable exposure rate monitors.

Th¢ recommendati¢n s 3 icableto portable-€xposure rate measuring assemblies desigied for
spegial app e.g. verys high eXposuge rates). However, some of the specifications may|need to
be [amende ) e particular characteristics applicable to such agsemblies

d_to’carry out combined functions, it shall comply with the[require-

ese functions. If it has been designed to perform only one fupction,
wg out other functions, then it need comply only with the requjrements

ijon. Ty would be desirable, however, for the assembly to meet the requirements

The tequirements given below pertain to assemblies as defined in Sub-clause 1.1, and which|are cur-
rently being manufactured. It is possible, however, to use assemblies which do not meet the require-
ments set out below when such requirements are not deemed essential for a given purpose. In such
cases, the requirements to be applied to the assemblies shall be specified by agreement between the
manufacturer and the user, but the determination of the characteristics of the assemblies shall
conform to the methods given in the present recommendations.

The recommendation is not applicable to the operating characteristics of the functional units or sub-
assemblies for the display of information (e.g. indicating meters, recorders, alarms).

The characteristics of such instruments shall be in conformity with the general specifications appro-
priate to them.
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1.7

2.1

-8 —

La présente recommandation définit, pour les appareils du domaine d’application, les caractéristiques
générales, les conditions générales d’essais, les caractéristiques liées aux rayonnements, les caracté-
ristiques €lectriques et mécaniques, les caractéristiques de sécurité et d’environnement, ainsi que le

certificat d’identification.

Terminologie

Degrés de prescriptions

2.2

2.2.1

2.2.2

2.23 <

Dans le présent document on

— le mot “devrait” signifie: fort

Définitions
Les définitions suivantes son

Débitmétre d’exposition portatif

comportant un o
associés.

2.24

2.2.5

— le mot “devra” signifie une prescription impérative ;

— le mot “peut” ou le mode conditionnel d’un verbe augréque
ou exemple de procédé correct.

a employé la terminologie suivante:

ement recommandé ;

ir,\sigrifie Mnéthiode acceptable

! ition di au rayonnement X ou gamma et
emlent et les sous-ensembles ou élémenits fonctionnels

aiquel sont ajoutés les organes nécessaires pour aveftir, par I’appa-
eptible (généralement optique ou acoustique), que le [débit d’expo-

ow’gamma dépasse une valeur prédéterminée réglable ou n’pst plus -
prédéterminées réglables.

possible de la valeur vraie du débit d’exposition au poirlt de mesure

Débit d’exposition indiqué

Valeur du débit d’exposition

Coefficient de variation

indiqué par I’ensemble de mesure en essai.

Rapport de I’écart-type o 4 la valeur de'la m'oyenne arithmétique x d’une série de n mesures X,

donné par la formule suivante:

V=%=~1\/ L s (o —xp
X X n—1
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2.2

2.2.1
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223

224

225
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This recommendation specifies, for the above described assemblies, general characteristics, general test
procedures, radiation characteristics, electrical, mechanical, safety and environmental characteristics,

and also the identification certificate.

Terminology

Degrees of requirements

N

In the present document, the Tollowing ferminology 15 emptoyed:

the word “shall” signifies a mandatory requirement;

the word “should” signifies strongly recommended ;

|
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efinitions

For the purposes of this documg

A portable assembly intended to|meagure, theexpeo rate due to X or gamma radiati
ipcluding one or seve iationde ct assOeiatéd sub-assemblies or basic function units.

¢d with means for giving perceptible warning (ge
€ rate due to X or gamma radiation exceeds some

Indicated exposure rate

Value of the exposure rate as indicated by the measuring assembly under test.

Coefficient of variation

Ratio of the standard deviation o to the arithmetic mean X of a set of n measurements x;j given

by the following formula:
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23

2.3.1

232

233

3.1

3.2

- 10 —
Nomenclature des essais

Essais de qualification
Ensemble des essais effectués en vue de vérifier que les exigences d’une spécification sont remplies.

Note. — Les essais de qualification comprennent les essais de type et les essais de série, définis ci-aprés.

a) Essais de type

Ceux des essais de qualification qui sont effectués sur un appareil ou un petit nombre d’appareils
considérés comme représentatifs d’une fabrication industrielle, et qui, en principe, ne sont pas
répétés sur chaque appareil.

b) Essais de série

Essais contractuels effectués en présence d’un client ou/Son représdnds yérification

F'ssais complémentaires

Essais destinés & procurer des in
ippareils.

Caractéristiques généraley

R/h.

le de changer
biort, 4 condition que le rapport entre les gammes adjacentes n’ex¢éde pas 10.
ble a échelle sensiblement logarithmique pourvu de gammes de mejure commu-

Yolr un recouvrement correspondant d une puissance de 10 entre les ggmmes
Sivdes réglages du zéro et de points de référence sont 4 la disposition de 1'opérateur, cds réglages

+ devront pouvoir étre faits en présence de rayonnements.

L’emplacement du centre géométrique du volume sensible du détecteur devra étre repéré de
I'extérieur.

La nature et I’épaisseur du matériau constituant la fenétre d’entrée du détecteur i travers
laquelle pénétre le rayonnement de faible énergie doivent étre spécifiés.

Seuil d’alarme des moniteurs

Les limites de réglage du seuil d’alarme des moniteurs devraient étre indiquées.
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23.1

23.2

233

3.1

3.2
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Test nomenclature

Qualification tests
Set of tests performed in order to verify that the requirements of a specification are fulfilled.

Note. — Qualification tests are sub-divided into type tests and routine tests, as defined below.

a) Type tests

Those qualification tests which are performed on one assembly or on a small number of assemblies,
considered to be representative of an industrial production, and which, in principle, are not
repeated on each assembly.

S

Routine tests

Those qualification tests which are performed on each production g

Acceptance tests

Contractual tests performed in the presence of a customé
tie quality of a delivery. These tests are, in general, sgle
¢ methods of performing them may be different.

e§entative in order to verify
alification tests, glthough

1%}

Lipplementary tests

Tests intended to provide supplem n characteristics of the agsemblies.

eneral

D

®

The reading

le to

NG

vided with

syvi ranges.

g effective

in the presence of radiation.
The position of the geometrical centre of the sensitive volume of the detector shall be indicated
from outside.

The material and thickness of the detector wall through which low energy radiation can penetrate
to the sensitive volume of the detector shall be stated.

Alarm threshold of monitors

The range of adjustment of the alarm threshold of monitors should be stated.
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33 Masse et dimensions

La masse et les dimensions géométriques devraient étre les plus faibles possibles. Elles devront étre
indiquées par le constructeur.

34 Classes des ensembles

Un.ensemble de mesure sera désigné comme étant de classe I ou II ou III. Les caractéristiques de
fonctionnement nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de chaque classe sont spécifiées dans les
tableaux II et III et dans les paragraphes appropriés. :

Un ensemble devra satisfaire toutes les prescriptions de sa classe. TN

Pour chaque paragraphe dans lequel aucune différence n’est faite entre/Chysse les\pﬁLriptions sont
es mémes pour chaque classe. ’ '

4, Conditions générales d’essai

4.1 [ature des essais

i
aragraph b), tous les essais énumérés dans la
me des “essais de type” (voir paragraphe

A Pexception de P'essai de série 44
brésente recommandation doivent é

es_ € ais%nt étrg considérés comme des essais d’acceptation,

4.2 ]

4.2.1

ai sont indiquées dans le tableau I.

g/présente recommandation peuvent étre classés en deux catégories, suivant

4.2.2  Essai ss\dans les conditions normales d’essai

Les essais effectués dans les conditions normales d’essai sont présentés au tableau II, qpi indique,
pour chaque caractéristique étudiée, la spécification selon la classe et le paragraphe dans lequel est
décrite 1a méthode d’essai correspondante.

4.2.3  Essais effectués avec variations des grandeurs d’influence
&r

Tous les autres essais ont pour but de déterminer les effets des variations des grandeurs d’influence.
Ces essais sont présentés au tableau III avec la plage de variation de chaque grandeur d’influence et
les limites des variations correspondantes de 'indication fournie par un ensemble.

La plage de variations des grandeurs d’influence indiquée dans le tableau III définit un domaine
nominal d’utilisation & I'intérieur duquel la variation d’indication devra rester dans les limites indiquées
" par le constructeur, limites qui ne devront en aucun cas dépasser les valeurs de ce tableau.
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34

4.1

42

4.2.1

422

4.2.3

_13 -
Mass and dimensions

The mass and geometrical dimensions should be as small as reasonably practicable and shall be
stated by the manufacturer.

Classes of assemblies

A measuring assembly shall be classified as being of Class I, II or I11. The performance character-
istics necessary to fulfil the requirements of each class are specified in the Tables II and HI, and in
the appropriate sub-clauses.

An assembly shall comply with all the requirements of its class. S~

For any sub-clause in which no distinction is made between classes, t equireNue the same
for all classes.

General test procedures

Nature of tests

¢ 5.1.2 b), all the tests ehumerated
Sub-clause 2.3.1 a)).

sent between manufacturer and purcfaser, be

Ris recommendation may be classified according to whether of not they

Those tests which are performed under standard test conditions are listed in Table II{ which

indicates, for each characteristic under test, the specification according to the class of the assembly
and the sub-clause where the corresponding test method is described.

Tests performed with variation of influence quantities

These tests are intended to determine the effects of variations in influence quantities, and are
given in Table III with the range of variation of each influence quantity and limits of consequent
variation in the indication of an assembly.

The range of variation of influence quantities indicated in Table III defines a nominal operating
range within which the variation in indication shall remain within the limits stated by the manufac-
turer, which limits shall in no case exceed those laid down in Table III.
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4.4

4.5
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Dans le dessein de vérifier les effets de la variation de chaque grandeur d’influence énumérée au
tableau I1I, toutes les autres grandeurs d’influence devraient étre maintenues dans les limites des

conditions normales d’essai donnés au tableau I, sauf spécifications contraires définies dansIa -
méthode d’essai utilisée.

Pour simplifier, on effectuera uniquement pour chaque grandeur ayant une influence réelle le seul
essai concernant la mesure de I’erreur intrinséque avec un débit d’exposition choisi parmi les valeurs
fixées conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.2 b) (Essai de série).

D’autres aspects du comportement de I’ensemble de mesures ne doivent étre vérifiés avec variation
des grandeurs d’influence que si I’on estime que lessai ci-dessus ne donnera pas une indication valable.

yAERN

Point de mesure

Le “point de mesure”, pour lequel le débit d’exposition doit étre \détexmy é)-devra

t1>:hoisi de

cessaire de tenir compte des effets dus a

Pour la mesure des faibles débits d’expasition
’existenice du bruit de . )s

Dans

ements, si 'amplitude des fluctuations statistigpes de I'indi-
Cation dues

aJéatoire de 1’émission du rayonnement est une fractipn non
ation admissible pour 1’essai considéré, on devra faire hin nombre
st que la valeur moyenne de ces lectures peut étre estimé¢ avec une

e de temps entre ces lectures devrait étre égal au moins 4 trois fois le temps (de réponse
ectures/Soient statistiquement indépendantes.

Tous les essais autres que Pessai indiqué au paragraphe 5.2 (Variation de la réponse en fonction de
Pénergie du rayonnement) et I'essai indiqué au paragraphe 5.3 (Variation de la réponse en fonction de
Pangle d’incidence), comportant I’emploi de rayonnements X ou gamma, peuvent étre effectués avec
un seul rayonnement de référence.

Ce rayonnement de référence devrait étre le rayonnement de 48 keV défini par I'ISO/TC 85/SC 2.
Ce rayonnement peut étre obtenu de la maniére suivante (spécification provisoire):

— tension du tube 4 rayons X: 60 kV continu,

. — filtration inhérente ajustée 4 ’équivalent de 4 mm d’aluminium,
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4.6
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In order to test the effect of variation in any one of the influence quantities listed in Table III,
all other influence quantities should be maintained within the limits for standard test conditions
given in Table I, unless otherwise specified in the test procedure concerned.

In order to simplify these tests, for each individual principal influence quantity, only the routine
test concerning the intrinsic error need be performed, using one exposure rate chosen from among
the values specified in Sub-clause 5.1.2 b/ (Routine test). ’

Other aspects of the performance of the assembly need be tested with variation of influence
quantities only if it is considered that the routine test specified will not give a representative
indication.

Iloint of test

>that the

to ensure

test to the
rical centre

cts of

pns of the

order to

Reference radiation

All tests other than Sub-clause 5.2 (Variation of response with radiation energy) and Sub-clause 5.3
(Variation of response with angle of incidence) involving the use of X or gamma radiation may be
carried out with a single specified type of radiation.

The specified radiation should be the reference radiation of 48 keV specified by ISO/TC 85/SC 2.
The present specification of this radiation is as follows. (This specification is provisional.)

— X-ray tube voltage: 60 kV constant potential,

— inherent filtration : adjusted to 4 mm Al equivalent,
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— filtration supplémentaire : 0,6 mm de cuivre,

— épaisseur de demi-atténuation du rayonnement produit : 0,24 mm de cuivre.

Pour la plupart des essais définis dans ce document, il est aussi possible d’utiliser une source
d’américium 241 d’énergie 60 keV.

TABLEAU I

Conditions de référence et conditions normales d’essai

Grandeur d’influence

Conditions de référence
(en 'absence d’indication
du constructeur)

Duréd de préchauffage
Tempgrature ambiante
Humiflité relative

Pressipn atmosphérique

Tensipn d’alimentation U**

Fréqyence**

Formg d’onde de la source
alternptive**

Angle] d’incidence du
rayonnement

Bruit [de fond du

rayonpement g
Champ électromagwét;

Contamination par des

Rayofnement gamma de référence

48 keV* ou 241Am (60 keV)
15 minutes

20 °C

65 o/o

1013 mbar

>égligeab]e

A indiquer par le constructeur

Réglé pour fonctionnement
normal

_Négligeable

>§nsion nominale
d’alimentation Un 2 1 {/,

Fréquence nominale * 29/,

Sinusoidale avec un totql
de distorsion harmonique
inférieure 4 5 9/,

Direction donnée = 10°
Inférieur & 25 yR/h

Inférieur 2 la valeur la plus faible
qui produit des interférgnces

Inférieure au double de lJla valeur
de Pinduction due au champ
magnétique terrestre

Orientation. indiquée + 10°

Réglé pour fonctionnempnt normal

Négligeable

éléments radioactifs

*  Ce rayonnement sera le rayonnement de référence de 48 keV proposé par I'ISO/TC 85/SC 2.

** Ces grandeurs s’appliquent uniquement aux ensembles portatifs pouvant également fonctionner sur le réseau.

*** Voir tableau IIL
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— half-value thickness of radiation produced : 0.24 mm Cu.
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For most of the tests specified in this document, the use of 241Am, with an energy of 60 keV,

is also suitable.

TABLE I

Reference conditions and standard test conditions

nfluence quantities

Reterence condition
(unless otherwise indicated
by the manufacturer)

7 :

Test couditions

(unlgss dthe; ‘s%ed
the m@ure

Referende gamma radiation
Warm-up time
Ambient temperature
Relative humidity

AtmospHeric pressure

Power sypply voltage U**

Frequengy** |
A.C. power supply waveform**
Angle of| incidence of radiatio
Gamma fadiation background
Electronjagnetic fi@
external [origin***
Magnetiqd induction6f
external [origin® **
Orientat:

4
Assemb}

Contamihation by radi

48 keV* or 241Am (60 keV)
15 minutes

20 °C

659/,

1013 mbar

Nominal power sup

Negligible

To be stated by the
manufacturer

Set up for normal operation

Negligible

Q

5

minutes

inal power supply voltage
Upr's 1%,
Nominal frequency + 2 %/,
Sinusoidal with total harm¢nic
distortion lower than 5 9/,

Direction given + 10°
Less than 25 ,uR/h

Less than the lowest value [that

causes interference

Less than twice the induct
due to the earth’s magnetid

field
Stated orientation £ 10°

Set up for normal operatio

=]

Negligible

elements

*

#*  Only for portable assemblies which can also be operated from the mains.

This radiation will be the reference radiation of 48 keV to be specified by ISO/TC 85/SC 2.

**% See Table III.
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TABLEAU II

Essais effectués dans les conditions normales d’essais

‘Caractéristique Spécifications Méthode d’essai
ctudice Classe 1 Classe 11 Classe 111 (paragraphe)
Erreur intrinséque Erreur intrinséque* inférieure & la plus grande des deux valeurs
sur le débit
d’exposition ' . 5.1.2.0)
+ 109/, du débit + 209/, du débit + 409/, du débit
d’exposition conven- d’exposition conven- d’exposition conven-
tionnelementvrai,———tionnellement—rai— 4 i
ou ou I
+ 39/, du maximum + 69/, du maximum 7 axitpm
de Iéchelle** de P’échelle** de ’échelle*
Fluctuations Coef. de variation Coef. de variatnon Coef\d%'la ion
statistiques < 10°, <209/, b.1.1.B)
Tempq de réponse < 8 secondes pour t \h@ \\/ b.1.2.b)
Dérive|du zéro . < 29/, de la valeur maximald de déflgction *échelle
es le classes b.2.2.

* Cette prreur s’ajoute a ’erreur obtenue dans

graphe 5.1.2).

** Le deyxiéme critére n’est pas applicable sur ensembles a éshe

de mesure dans At/ﬁé{ t

logaxithmique.

conventionnellement vraji (voir para-
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TABLE I

Tests performed under standard test conditions

Characteristics Requirements I\:Et:xez(ti
under test Class 1 Class 11 Class 111 (Sub-clause)
Intrinsic error in Intrinsic error* less than the larger of the two values

exposure rate
indication

+ 109/, of conven-
tionally true

+ 209/, of conven-
tionally true

+ 409/, of conven-
tionally true

5.1.2.b)

EXposuie 1ate,

CTXpOSUIT Iatc,

TXposurt Tate

or or
+ 39/, of scale + 69/, of scale + 12¢f, of s
maximum** maximum** m m*
Statisti¢al Coef. of variation oe at n

Coef. of variation

fluctuafions <109/, <209/, ( 6l1.1.5)
Responlse time 8 seconds for a classe 6]1.2.b)
Zero drlift < 29/, of the scale maximum &(ﬁaﬁealon eM

ses 6[2.2

of 4 hou/\for all cla:

* This erfor is additional to the error obtained 1
(see Sup-clause 5.1.2).

** The last criterion is not applicable to logarith

ventxon ly true exposure rate
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TABLEAU III

Essais effectués avec variation des grandeurs d’influence

-

Grandeur d’influence

Plage de variation de la

Limites de la variation de I'indication

- [Méthode d’essai

grandeur d’influence (paragraphe)
' Classe I Classe 11 Classe 111

Energie du rayonnement De 10 keV a 60 keV +20 °/0‘) + 409, 1) a déterminer 5.2.2
Au-dessus de 60 keV : a déterminer

Angle d’incidence De 0° 4 30° a 30 keV + 209/, a déterminer ‘ a déterminer 5.3.2
De 0° 4 90° a 30 keV a déterminer

Autres rayonnements _

ionisapts )

aj Béta 5) s

b) Neutrons Réponse a déterminer m{x/d\gu de 5.4.2

Durée|de préchauffage A déterminer A déterminer M

Tensiqn d’alimentation
Aprés 12 h de fonction-

R nement continu, ou

@) Pilps aprés 40 h de fonction- 6:4.1.d)
nement intermittgnt

b) Acgumulateurs Aprés 12 h d 6.4.1.d)
nement continu

¢} Réseau (si prévu) De 88°/, Uy 2 6.4.2.b)
1109, Uy

N tension

atr nn mma } .

Orientlation de JIO% D) pour toutes les classes 7.2.2

’ensemhble '

Temp¢rature ambjan + 10°/, 9 pour toutes les classes . 9.1.2

Q + 200/, 1)pour toutes les classes
/\ 25°Ca+50°C + 50 "/ pour toutes les classes
Humicu?té@gve \ uM 959/, 4 35°C + 109/, Y) pour toutes les classes 9.2.2
; 4 XQ

Pressig \% i \) 5) 5)

Chamyj

tique fl’ofigine ex térigufe 9) %)

Inductiom TmagmeEtique i

d’origine extérieure 5) 5)

1)
2)
3)

5)

Note. —

Par rapport i I'indication dans les conditions normales d’essai.

Par rapport 4 la réponse dans la direction d’étalonnage,

Par rapport a P'indication initiale.
Ensembles prévus pour climats tempérés. Pour des climats plus chauds ou plus froids, des limites différentes peuvent étre
spécifiées. Pour des ensembles congus pour étre employés & trés basse température, il peut étre prévu un moyen de réchauf-

fement des piles.

Aucune spécification générale. Les limites des valeurs et les limites de variations de I'indication sont a préciser sur demande.

I’ensemble pour vérifier les performances demandées au tableau IIL

Pour les ensembles a graduation non linéaire, une échelle linéaire peut étre substrtuee a P'indication de lecture de
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TABLE III

Tests performed with variation of influence quantities

Influence quantity

Range of values of
influence quantity

Limits of variation of indication

Method of test
(Sub-clause)

.Class I Class 11 Class III

Radiation energy 10 keV — 60 keV £200),1 + 400/, To be stated | 5.2.2.
Above 60 keV To be stated ——

Angle of incidence 0° to 30° at 30 keV g 209/, 2) To be stated I To be stated 5.3.2
0° to 90° at 30 keV ’ To be stated

Other ‘ionizing TN

radiatior|s 9

a) Beta 5)

b) Neutfon Response to be stated if rW “ 5.4.2.

Warm-up time To be stated To be stated N

Supply yoltage

After 12 h continuous

aj Primjry batteries use, or after 40 h 6.4.1.d)
intermittent use
b) Secopdary batteries After 12 h contintio 6.4.1.d)
use
¢) A.C.|mains From 889/, U\ to 6.4.2.b)
(if applicable) 110%, Un
(UN = nominal supply
%gi) /AN
Orientatjon of N \i%l) for all classes 7.2.2
assembly
Ambien tempefa@ + 1079/, ) for all classes 9.1.2
+ 209/, Y for all classes
/\ + 5009/, 1) for all classes
\ + 109/, for all classes 922

Np%\;ﬁ/o at 35 °C

Relativemi ity
Atmosa i

Electron
of exterhal origin

Magneti

of external origin

O .
s) 5)

induction
5) 5)

5)

Of the indication under standard test conditions.
Of the response in the calibration direction.

Of the initial indication.

Assemblies intended for temperate climates. In hotter or colder climates other limits may be specified. For assemblies
intended for operation at very low temperatures, means of heating the batteries may be provided.

No general specification. Limits of values and limits of variation of indication to be specified if required.

Note. —

of the assembly to verify the performances called for by Table III.

For the assemblies having a non-linear graduation, a linear scale can be substituted for the indicating meter
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Caractéristiques liées aux rayonnements

Précision de la réponse au rayonnement gamma de référence
Spécifications

Dans les conditions normales d’essais avec les réglages effectués suivant les instructions du construc-
teur, lerreur intrinséque ne devra pas dépasser les limites fixées au tableau 1I sur toute 1’étendue de
mesure comprise entre 10% et 100% de la valeur maximale de la déflection angulaire de 1’échelle
de mesure. ' '

Ces spécifications ne s’appliquent pas aux débits d’exposition inférieurs a celui qui correspond &
10% de la valeur maximale de I’échelle. TN\

Détermination de Uerreur intrinséque

a) Source utilisée

e exactitude meilleure que
ifleure que 10% pour les

essaires pour couvrir lp totalité
par Y'ensemble. Dans ce cas, lps activités
toyées doiyent étre telles que le domaine dep débits
rce de rayonnement au point ¢le mesure,
des soyrces de rayonnement employées. Ceftte méthode
ible, que des différences relatives sur l¢gs rapports
osition vrai entre les différentes sources fe rayonne-

bles 4 échelles sensiblement linéaires, 1’essai de type devra étre effecfué sur toutes
, et sur au moins 3 points de chacune d’elles 3 environ 75 %, 50% et B0% de

I’étendue de la gamme, avec une mesure obligatoire dans la plage de recouvrement [des gammes

adjacentes (exception faite pour la premiére gamme)*.

Pour les ensembles 4 échelle sensiblement logarithmique a une seule gamme, ’essai devra étre
effectué pour deux valeurs au moins de chaque puissance de 10 du débit d’exposition mesuré.

*Pour les forts débits d’exposition, cette méthode directe d’essai peut nécessiter 'emploi d’une source de rayonne-

" ment gamma de référence d’activité exagérément élevée. Dans ce cas, d’autres sources de rayonnement (par exemple
un générateur de rayonnement X adapté) peuvent étre utilisées a conditions d’appliquer les corrections convenables
pour tenir compte des différences de sensibilité de P’appareil 4 ce rayonnement et au rayonnement gamma de réfé-
rence, dues au fait que les énergies des rayonnements employés seront différentes.
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5. Radiation characteristics

5.1 Accuracy of response to the reference gamma radiation

5.1.1  Requirements

Under standard test conditions, with the calibration controls adjusted according to the manufac-
turer’s instructions, the intrinsic error shall not exceed the limits given in Table II over the whole
range from 109%, to 1009, of the scale maximum angular deflection.

These requirements do not apply to exposure rates corresponding to less than 109, of the scale
maximum angular deflection. : TN

5.1.2  Determination of intrinsic error

a) Source to be used

b for the

er of the
pitive

est shall be

out on all

P/o of the
first range).*

“Scale range with a measurement mandatory in the overlapping range (except for the

For assemblies with a single range, substantially logarithmic graduation, the test shall be per-
formed for at least two values in each decade of exposure rate measured.

* At the higher exposure rates, this direct form of test may require the use of a source of the reference gamma
radiation of inconveniently high activity. In this case, some other sources of radiation (e.g., a suitable X-ray
generator) may be used, provided suitable corrections are made for any difference in the sensitivity of the instru-
ment to such radiation and to the reference gamma radiation, caused by the difference in the energy of the
radiation used. ’
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- FEssai de série

Pour les ensembles i échelles sensiblement linéaires, I’essai de série devra étre effectué sur un
point de chaque gamme compris entre 50% et 75 % de I’étendue de celle-ci.

Pour les ensembles 4 échelle sensiblement logarithmique 4 une seule gamme, I’essai devra étre
effectué pour une valeur de chaque puissance de 10.

¢) Mode opératoire

On tracera (voir la figure 1, page 26) un diagramme en coordonnées semi-logarithmiques, ayant comme
abscisse le débit d’exposition (en échelle logarithmique) et comme ordonnée (en échelle linéaire) les

erreurs intrinséques relatives £ exprimées en %, : : RN
E=100 & _Dyo
Dy \
ou: Dj = débit d’exposition indiqué
Dy = débit d’exposition conventionnellement vrai.
Sur ce diagramme, tracer les lignes horizontales A, et A, sorr: imale permise,
- indiquée au paragraphe 5.1.2 4/, pour la détermination Sy it i 5 nnellement
. vrai (£ 5% pour les ensembles de classe I, + eS % I11).
Mesurer la largeur H de la bande comprenant e point 4 e D équidis-
tante des limites de cette bande. R doit se ) jeur 4:

— 20%, pour la classe I,
— 40% pour la classe I,
— 80% pour la clgsse III.

Exceptionnellement (voi : aps le cas ol H est inférieur aux limites di-dessus, il est
admis que D §2 i ¢ limitée par A; et A, 4 condition que Ip somme de

éfet de 1a distancevde\na e des droites A, ou A, reste inférieure a:
— IOQu 3

objet d’accorder une certaine tolérance aux appareils présentar]t une faible

reptésentation graphique du cas exceptionnel des ensembles & faible dispersion pour un|ensemble de
classe II.

"= La figure 1 est la représentation graphique du cas général pour un ensemble de classe I. I]a figure 2 est

Variation de la réponse en fonction de l'énergie du rayonnement

Spécifications

La variation de la réponse en fonction de I’énergie pour un rayonnement incident dans la direction
d’étalonnage définie par le constructeur ne doit pas dépasser les valeurs données dans le tableau III.
Une courbe d’étalonnage type montrant la variation de la réponse en fonction de I’énergie du
rayonnement doit étre fournie avec chaque ensemble.
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— Routine test

For assemblies provided with substantially linear scales, the routine test shall be performed at
one point on each range between 50 %, and 75 %, of the scale maximum.

For assemblies with a single range, substantially logarithmic graduation, the test shall be per-
formed for one value in each decade of the exposure rate measured.

¢) Operating method

The results of the tests will be plotted (see Figure 1, page 26) on a graph in semi-logarithmic co-ordinates,
having as abscissa the exposure rate (in logarithmic scale) and as ordinate (in linear scale) the intrinsic

_errors F, expressed in % by the relationship : VAN

Ri~R
E=100 =g %

where: R; = indicated exposure rate

R¢ = conventionally true exposure rate.

br allowed
3.1.24a)

Jine D
han :
—~ 20% for Class I,
— 40% for Class II;

— 809, for Class

tble that the
ion of

=

Figurd, 1 is the graphical representation of the general case for an assembly of Class 1. Figpre 2 is the
ical representation of the exceptional case of low dispersion assemblies for a Class II] assembly.

52 Variation of response with radiation energy

5.2.1  Requirements

The variation of the response with radiation energy for radiation incident in the calibration direction
specified by the manufacturer shall not exceed the values given in Table III. A typical calibration graph
showing the variation of response with radiation energy shall be issuéd with each assembly.
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5.2.2  Méthode d’essai

Les énergies exactes du rayonnement auquel I’ensemble devra étre exposé sont a I’étude?). Les
résultats devraient étre exprimés sous forme de rapport de la réponse par unité de débit d’exposition
pour chaque source de rayonnement utilisée, a la-réponse par unité de débit d’exposition pour le
rayonnement de référence.

Pour un ensemble a échelle sensiblement linéaire, tous les débits d’exposition utilisés devront étre
supérieurs a celui qui correspond au tiers de la lecture maximale de 1’échelle utilisée.

Pour un ensemble 4 échelle sensiblement logarithmique, tous les débits d’exposition utilisés devront
étre supérieurs a celui qui correspond  trois fois la plus faible graduation de I’échelle au-dessus du
zéro. '

= B APO—C v ra
rayonnement. Pratiquement, cela peut ne pas étre possible et dans ce ca §bi position lu pour’
chacune des énergies de rayonnement devrait étre corrigé de l'erreur olation si
nécessaire) relevée pour le débit d’exposition du rayonnement de 5.1).

5.3 Variation de la réponse en fonction de l'angle d’incidence

5.3.1  [Spécifications

La réponse des ensembles de ¢
pas 30° par rapport 4 la direction
+ 209% de la réponse corresponda

La variation de la réponse i ce fayor{nement g pction
d’étalonnage doit étré indiquée-pouichatue,dlasse Wappareil. .

ne dépassant
férer de

5.3.2

ayonnement de référence défini au paragraphe 5.3.]l. Placer
utilisation et placer la source de rayonnement dans une position
gurce de rayonnement au centre du détecteur coincide favec la

cetle posifion doit étre notée. Faire tourner I’ensemble ou la source dans|un plan

blables doivent étre faites pour une rotation de ’ensemble ou de la spurce de
s un plan vertical.

54 Réponse aux autres rayonnements ionisants

Les ensembles devront étre congus de fagon a limiter autant que possible influence des autres
rayonnements ionisants.

1) En ce qui concerne les sources de radiation, il est recommandé d’utiliser au maximum les résultats des travaux de
I’Organisation Internationale de Normalisation

2) Ppar exemple, les rayonnements de référence de 31 keV (rayonnement X de fluorescence) ou de 33 keV (rayonne-
ments X filtrés) définis par ISO/TC 85/SC 2.
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53

53.1

5.3.2

54

exposure rate for the reference radiation (see Sub-clause 5.1).

M
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Method of test

The precise energies of radiation to which the assembly shall be exposed are under consideration.”)

The results should be expressed as a ratio of the response per unit exposure rate for each radiation
source utilized, to the response per unit exposure rate for the reference radiation.

For an assembly with a substantially linear scale, all exposure rates employed shall exceed that

corresponding to one-third of the scale maximum on the scale being used.

For an assembly with a substantially logarithmic scale, all exposure rates employed shall

that corresponding to three times the lowest significant graduation on the scale.

exceed

In| practice, this may not be possible, in which case the indicated exposure{ra
energy should be corrected for the intrinsic error (interpolated if nece

Viriation of response with angle of incidence

Rpquirements

For a Class I assembly, the respo!

differ by more than * 20% from the

al;
SO
by

in| a<vertical

bnergy.
jation

P

bV?) incident

af any angle not exceeding 30° from ; i ified by the manufactur¢r shall not

direction

assembly
m the
ecified

Response to other ionizing radiations

Assemblies shall be designed so as to limit as far as possible the influence of other ionizing

radiations.

1Y) With respect to the question of radiation sources, it is recommended to use, as far as possible, the results of the
work of the International Organization for Standardization. )

) For example, the reference radiations of 31 keV (fluorescent X-rays) or 33 keV (filtered X-radiation) specified
by ISO/TC 85/SC 2.
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5.4.1  Rayonnement béta

L’énergie minimale des particules béta pouvant pénétrer 4 l'intérieur du volume sensible du
détecteur devra étre indiquée.

Note, — L’ensemble peut donner une indication fausse pour les rayonnements béta d’énergie plus élevée.

5.4.2  Neutrons
a} Spécifications

Lorsque I'ensemble est congu pour étre employé en présence de neutrons, la réponse a ce rayonne-
ment devra également étre indiquée.

b) Méthode d’essai

Un essai pour la réponse aux neutrons n’est pas obligatoire et né ue sur spécifi-

cation expresse.

La méthode d’essai devra étre fixée par accord entre le
543

énergie\supérieyre a 60 keV doit étre inldiquée. Le
i vie de lutilisation de ’ensemble dans

6.
6.1 temps de réponse
6.1.1 ¢

Par suite~du caractére aléatoire de ’émission des rayonnements X et gamma, l’indicatjon d’un

— CISEIMIDIE de€ mesure du debit d exposition peut presenter des iluctuations autour de sa valeur
moyenne. B

Le coefficient de variation du débit d’exposition da & ces fluctuations aléatoires devra étre inférieur
aux valeurs ci-dessous:

— Pour une échelle linéaire: 10% pour les ensembles de classe I et 20% poﬁr les ensembles de
classe II et IIT pour tout débit d’exposition supérieur a celui qui correspond au tiers de la valeur
maximale de P’échelle 1a plus sensible.

— Pour une échelle non linéaire: 10%o pour les ensembles de classe I et 20 % pour les ensembles
de classe II et III pour tout débit d’exposition supérieur a celui qui correspond a 3 fois la plus
faible graduation de 1’échelle au-dessus du zéro.
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5.4.1  Beta radiation

The minimum energy of beta particles that will penetrate into the sensitive volume of the detector
shall be stated.

Note. — Beta radiation of energy higher than the above can cause the assembly to give incorrect indications.

54.2  Neutron radiation
a) Requirements

If the assembly is intended to be used in the presence of neutron radiation, then the response to
this radiation shall also be stated.

b) Method of test

A test for neutron response is not mandatory and need only be carried
specified.

5.4.3 X ahd gamma radiation of energy exceeding 60 keV

a) Requirements

cpnditions.

b) Method of test
b-clause 5.2.

6.1 esponse time

6.1.1

Kposure

The coefficient of variation of the exposure rate due to-these random fluctuations shall be less
than the following values:

— For linear scales: 109, for Class I assemblies and 20 9%, for Class II and Class III assemblies,
for any exposure rate exceeding that corresponding to one-third of the scale maximum on the
most sensitive range. .

— For non-linear scales: 109, for Class I assemblies and 20 9%, for Class II and Class III assem-
blies, for any exposure rate exceeding three times that corresponding to the lowest significant
graduation on the scale.
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b) Méthode d’essai

Exposer I’ensemble a une source de rayonnement dont le débit d’exposition correspond 3 une indi-
cation comprise entre le tiers et la moitié de la déviation totale de I’échelle la plus sensible (échelle
linéaire) ou de la premiére puissance de 10 (échelle logarithmique).

Effectuer au moins 20 lectures de l'indication de 'appareil a intervalles de temps convenables. Dans
le dessein d’obtenir des lectures parfaitement indépendantes 'une de 'autre, cet intervalle ne devra
pas étre inférieur au triple de la constante de temps de ’ensemble de mesure. Déterminer la valeur
moyenne et le coefficient de variation de toutes les lectures effectuées. Le coefficient de variation
ainsi déterminé devra étre compris dans les limites indiquées au paragraphe 6.1.1 a). ‘

6.1.2  Temps de réponse

1) Spécifications

cation atteigne en moins de 8 secondes la valeur suivante:
63 an
N+ 100 (N —N)
ol N est Iindication initiale et N' 'indication finale

le constructeur.

bh) Méthode d’essai

L’essai peut étre effectué soit avec une so nement convenable, soit par injection d’un
Les débits d’exposition initial et final deyronidifféreryd’un facteur 10 ou plus et les mesures
devront étre effectiiées d la—fajs ourugm ntation et pour une diminution du dépit

essus du zéro correspond a un débit d’expgsition R,
gpasser 10 R pour les essais avec augmentation|du débit
ur les vssaisavec dimifution du débit d’exposition, c’est lindication finale N' qui

¢ est employée, les signaux injectés devront correspondrg aux spéci-
avec\augm¥ntation du débit d’exposition, I’ensemble devra étre soumis d’apord au débit

ble devra alors étre soumis au débit d’exposition le plus bas pendant un tempy suffisant
pour permettre a l'indication NV d’atteindre une valeur stable, qui sera notée.

Le débit d’exposition devra étre ensuite changé le plus rapidement possible en celui qui correspond
i I’indication N et le temps nécessaire pour atteindre la valeur donnée par la formule du paragraphe
6.1.2 a) devra étre mesuré. :

L’essai avec diminution du débit d’exposition devra étre effectué de la méme maniére en inversant
les valeurs du débit d’exposition correspondant 4 N et N'.

6.1.3 fnterdépendance entre temps de réponse et fluctuations statistiques

Le Vtemps de réponse et le coefficient de variation des fluctuations statistiques sont des caractéris-
tiques interdépendantes dont les valeurs limites acceptables sont données ci-dessus.
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b) Method of test

Expose the assembly to a source of radiation giving an exposure rate corresponding to an indi-
cation between one-third and one-half of scale maximum on the most sensitive range (linear scale)
or decade (logarithmic scale).

Take a series of at least 20 readings of indication of the assembly at convenient time intervals.

In order that the readings shall be substantially independent from one another, this time interval
shall not be less than that corresponding to three times the time constant of the measuring assem-
bly. Find the mean value and the coefficient of variation of all the readings taken. The coefficient
of variation so determined shall lie within the limits of Sub-clause 6.1.1 a).

Respause time i /—\

equirements

he response time shall be such that, if there is a sudden change in ure-xate Nevgl dthe

indication will reach the following value in less than 8 seconds:
63 v,
N+ 100 (V=N

here N is the initial indication and N’ the final indicati
fhe manufacturer.

ghall be sthted by

ethod of test

of a

e meter scale corresponds to an exppsﬁre rate
itial indication NV shall not exceed 10 R ; for| decreas-

is’employed, the injected signals shall correspond to the apove

weasing exposure rate test, the assembly shall be subjecfed first to the higher ekposure
indicatig

nbly shull then be subjected to the lower exposure rate for a time sufficient for the
indiCation N t¢ reach a steady value and this indication noted.

The exposure rate shall then be changed as quickly as possible to that correspbnding to the indi-
cation N', and the time taken to read the value given by the formula in Sub-clause 6.1.2 ) measured.

The decreasing exposure rate test shall be performed in the same way with the values of exposure.
rates corresponding to NV and N’ interchanged.

Inter-relationship between response time and statistical fluctuations

The response time and coefficient of variation of the statistical fluctuations are interdependent

characteristics, acceptable limits for which are given above.
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Pour des débits d’exposition élevés, il est conseillé, quand cela est possible, de diminuer le temps de

réponse en respectant les limites relatives aux fluctuations statistiques.

Dans le cas ol les limites du paragraphe 6.1 pourraient étre obtenues avec un temps de réponse

n’excédant pas une seconde, il est préférable de diminuer les fluctuations. statistiques plu
réduire le temps de réponse au-dessous d’une seconde.

tot que de

Pour de trés faibles débits d’exposition, le constructeur devra indiquer les valeurs du coefficient de
variation et du temps de réponse, I'un ou P'autre pouvant éire supérieurs aux valeurs fixées ci-dessus.

‘Dérive du zéro

Spécifications

égale 4 2% de la valeur maximale de la déflection angulaire de
gamme, dans les 4 heures qui suivent. .

\Méthode d’essai

soit effectuée de
pas mo

dant une

férieure ou
aque

bro est 4 la
les ensembles
nce plutot
int de réfé-

h valeur maxi-

agamme la plus sensible, il faudra effedtuer un essai
uy peut étre rendu inopérant pourvu que g
ues de I'ensemble de mesure vis-a-vis de la détive ne soient

ette opération

brmal aprés

Alimentation

Alimentation par batteries

a) Généralités

Une source d’énergie par piles ou accumulateurs devra toujours étre prévue. L'ensemble. devra
comporter un moyen de contréler en charge maximale la tension des piles et des accumulateurs
avec repére sur le cadran de lecture de la tension minimale pour laquelle les caractéristiques de

I’ensemble demeurent a l'intérieur des conditions requises. Les piles peuvent étre conn

ectées comme

on le désire, mais elles devront pouvoir étre remplacées séparément; la polarité correcte devra étre

clairement indiquée sur ’ensemble par le constructeur.
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For high exposure rates, it is recommended that, whenever possible, the response time be reduced,
while conforming to the limits laid down for the statistical fluctuations.

If the limits in Sub-clause 6.1 could be met with a response-time of not more than one second, it
is preferable to reduce the statistical fluctuations rather than to reduce the response time below one
second.

For very low exposure rates, the manufacturer shall indicate the appropriate values of coefficient
of variation and response time either of which in this case may exceed the limits given above. .

6.2 Zero drift

6.2.1  Requirements

Ze€ro

n§t alter

The position of the zero point of the meter indication of an assembly tha
after the assembly has been in operation for 30 minutes under standard tes
more|than 2% of scale maximum angular deflection on any range in

6.2.2  Methdd of test

SW ble to
the o ith
a non than
to zel efer-
ence point.

TH hours.

For assemblies on_whi % adi mum
angular deflection on the uost sgnsitive ramge alé For
this ejectrical test, the i hnner

that the charactgjisti d

6.3 Warm

6.3.1  Requji

be stg

64 Power supplies

64.1  Battery operation
a) General

Battery power shall always be provided. Facilities shall be provided to check the battery con-
dition under maximum load. The minimum battery check indication for which the performance
of the assembly will remain within the requirements of this recommendation shall be clearly
marked on the meter scale. Batteries may be connected in any desired manner but shall be indi-
vidually replacéable ; the correct polarity shall be clearly indicated on the assembly by the
manufacturer.
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b) Piles

Dans le cas d’alimentation par piles, la durée de celles-ci devrait étre telle qu’aprés 40 heures de
fonctionnement intermittent* ou 12 heures de fonctionnement continu la valeur de la lecture
effectuée ne différe pas de plus de 10% de la valeur de la lecture initiale (température 20 + 5 °Q).

Si ’on emploie des piles, elles devraient de préférence étre du type R 20 défini dans la Publi-
cation 86 de la CEI: Piles électriques. ' ‘

¢) Accumulateurs

Dans le cas d’alimentation par accumulateurs, la capacité de ceux-ci devrait étre choisie de fagon
telle qu’aprés 12 heures de fonctionnement continu la valeur de la lecture ne différe pas de plus de -
10% de la valeur initiale.

Si I’on emploie des accumulateurs, il devrait étre possible de les recharger res, a partir du
réseau. L’emploi d’un dispositif, pour déconnecter le chargeur lo rminée, est
recommandé. ;

-

d) Essai de fonctionnement par batteries

éumplateurs
point ot le débit
moins sensible.
r?l;emble en ser-

if de ce temps, effectyer 4 nouveau
¢-ci ne différe pas de plus de 10% de

64.2

a§ée 50 Hz d’une des catégories suivantes, en acford avec la

but différer de
1 Hz (aux

is, la"tension nominale du réseau monophasé est 117 V et/ou 234 V, 60 Hi; la tension
¢/110 V, 50 Hz est aussi utilisée au Royaume-Uni pour le réseau monophasr).

b) Méthode d’essai

Placer la détecteur dans un champ de rayonnement X ou gamma en un point ol le débit d’exposition
correspond 4 une indication qui se situe aux 2/3 environ de I’échelle la plus sensible. Avec la tension
nominale d’alimentation Uy, effectuer la moyenne de 10 lectures consécutives.

Effectuer la moyenne de 10 lectures consécutives (voir paragraphe 4.4) avec la tension d’alimenta-
tion a4 10% au-dessus de sa valeur nominale et la moyenne de 10 lectures consécutives avec la

*Par “service intermittent” il faut entendre des périodes de fonctionnement de 4 heures au plus, séparées par des
arréts de 1 heure au moins.
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